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Simcenter T3STER Master 功能介紹
• T3STER Master為T3STER暫態熱阻量測後處理分析軟體

• 經過計算(Evaluate)，可獲得暫態熱特性相關結果圖，如下:
– Tj溫度變化曲線-可得到實際接面溫度
– 暫態熱阻函數圖Zth-熱阻對應時間之圖形
– Pulse暫態熱阻函數圖-可得到不同duty cycle下之元件熱阻特性
– 安全工作區圖形製作(SOA)-不會造成損壞時的電壓電流範圍
– 結構函數-可藉由結構函數分析待測元件各層熱阻與熱容

• 本次分享Evaluate功能中兩個參數Resolution[points/decade]、 Bayes iteration 
number對結構函數數據的影響



T3STER Master – Evaluation Parameters

• Resolution[points/decade]：

➢ 每個10倍單位的數據點數量

➢ 可輸入的有效參數為10~100之間的數值

➢ Resolution參數越大，分析出的數據點資料越密集

➢ Resolution參數越大，數據內含有雜訊值越多

•  Bayes iteration number：

➢ Bayes迭代次數

➢ 可輸入的有效參數為128~65536之間的數值

➢ 迭代次數越高，可以逐步優化反卷積的結果

➢ 迭代次數越高，數據解析度越高，分析數據越精準

➢ 迭代次數越高，數據可能增加雜訊的比例

Simcenter T3STER Master功能介紹

T3STER Master Evaluate 
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T3STER Master案例分享 – Resolution
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Resolution:10 Resolution:20 (建議預設) Resolution:40 
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T3Ster Master: structure function(s)
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Test_350mA_1mA_25C_K3_90s - Ch. 1 (Differential)
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鬆散 密集

Raw Data數據量因應參數等倍率增加或遞減



T3STER Master 案例分享 – Bayes iteration number
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Bayes iteration number:100 Bayes iteration number:1000(建議預設) Bayes iteration number:2000
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結果因應迭代次數越高，計算結果越精細，但數據數量不變

粗略 精細



結論

•若將simulation數據import到T3STER Master計算結構函數，可以
考慮提升Resolution，但一般實測中訊號會有noise的問題，建議
可先採用軟體default(20)進行計算，若實測訊號noise過大導致結
構函數執行TDIM-fitting不良的問題，可考慮降低Resolution至10，
將有效提升數據的品質。

• Bayes iteration number在一般實測建議設定值為512~2000之間，
simulation數據計算可以使用較高的設定10000~40000之間。



If you want to know more, welcome to discuss with us

Thank You For Attending

勢流科技股份有限公司 Flotrend Corporation 

www.flotrend.com.tw

02-27266269 

Precision Instrument Division 

13F, 550,sex.5, Chung Hsiao E.Road,
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